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図1の一般的な条件での測定では、Naの分布は注入条件から予想されるプロファイルから外れています。
一方、試料を低温（約-120℃）で測定した結果（図2）では、測定に起因するNa濃度分布のゆがみが抑制さ
れ、シミュレーションと一致した濃度分布が得られています。

図1 一般的な条件での測定結果 図2 低温（約-120℃）での測定結果
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概要

SiO2中のアルカリ金属の分布を一般的な分析条件で測定すると、測定に起因する電界などの影響によ
り、深さ方向濃度分布に変化が生じることが知られています。
MSTではSIMS測定時に試料を冷却することでアルカリ金属の濃度分布変化を抑制し、より高精度に濃
度分布を評価いたします。
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